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【緒言】 

電子機器製品の市場拡大に伴い、電子デバイス分野でもスマートファクトリー化が進んで

おり、製造装置やセンサーを含めた工場内のあらゆる機器をインターネットに接続し、品質

や装置の状態などの様々な情報を「見える化」している。本研究ではスマートファクトリー

を支える無線ネットワークのノイズがプラズマ源を具備した真空装置の静電チャック(ESC: 

Electric Static Chuck)に及ぼす影響を調べ、その改善を実施した。 

【実験】 

ESC を搭載した装置周辺を、スペクトラムアナライザを用いて周波数帯とノイズの関係を

調べた。次に、ノイズのアンテナになると考えられる ESC のアースライン、シールドの有無

について、ESC とシリコンウェハ間の帯電量を調べた。帯電量は電圧変換型静電容量センサ

ーを使用し、吸着終了から ESC のシリコンウェハを脱着する間の電圧を測定した。 

【結果・考察】 

図 1 に示すように、無線インターネット(2.4GHz)のノ 

イズ強度が大きく、このときプラズマ処理後のウェハを 

脱着できなかった。また、図 2 に示すようにアースシー

ルド有の場合、静電容量センサーで検出した電圧は、ほ

とんど変化せず、シリコンウェハ帯電量を低減すること

ができた。以上の結果から、2.4GHz のノイズがアース

配線に電荷を誘導し、脱着時に残留電荷が流れにくくな

るため、ウェハ脱着に影響を及ぼしたと考えられる。 

残留電荷の対策は必要性を増しており、ノイズをアー

スシールドにより遮蔽することにより、シリコンウェハ

帯電量を改善できることがわかった。 
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